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Defektoskop wedlug wynalazku jest urzgdze-
niem, ktére dokonuje pomiaru wielkoéci pek-
nig¢ w elementach metalowyeh i mierzong
wielkoéé podaje do ukladu elektroniczno-prze-
kaznikowego, dokonujgcego sortowania bada-
nych elementow.

Zastosowanie defektoskopu pozwala na za-
stapienie dotychczas stosowanego sposobu sor-
towania za pomocg przegladania kazdej sztuki.
Na przyklad przegladanie waleczkow stalo-
wych przeznaczonych do tozysk tocznych od-
bywato sie w ten sposéb, ze waleczki ustawia-

.ne pod odpowiednim kagtem w stosunku do
. Zzxpdla §wiatla byly toczone po ubranej w bia-

13 rekawiczke dioni przeglgdajacego. Metoda
wzrokowa jest czasochlonna i nuzaca, co stwa-

*) Wialciciel patentu o$§wiadczyl, ze wspo6l-
twoéreami wynalazku sg mgr inz. Stanislaw
Checinski i mgr inz. Henryk Szczegodzinski.

rza mozliwosci przeoczenia peknieé. Dalszg
zaletag defektoskopu w stosunku do metody
wzrokowej jest wykrywanie réwniez peknieé
wewnetrznych, niewidocznych na powierzchnt.

Zasadnicze podzespoly difektoskopu oraz
potaczenia pomiedzy nimi przedstawione zosta-
1y na zalgczonym rysunku.

Sa to generator drgan sinusoidalnych czesto-
tliwodei akustycznej, uklad odpowiednich czuj-
nikéw, wzmacniacz pradu zmiennego, uklad
poszerzajgcy impulsy, uklad przekasnikowy
sortujacy, uklad zabezpieczajacy przed wadli~
wym sortowaniem, uklad napedzajgcy podaj-
nik detali do sortowania, uklad zasilajacy
i uklady pomiarowo-kontrolne.

Generator 1 sklada si¢ z dwustopniowego
wzmacniacza z wyjéciem wtérnikowym i most-
kiem Viena na wejéciu, ustalajgecym czestotli-
woéé i amplitude drgaf. W sklad generatora 1
wchodza lampy 4, B, C oraz podzespoly,. za-



znaczone na rysunku linig przerywana. Gene-
rator 1 powinien posiadaé moc nie mniejszg
od 2W przy dobrej stabilno§ci amplitudy i cze-
stotliwo$ci drgan. Amplituda i czestotliwosé
drgan dobierane sg w zalezno$ci od rodzaju
sortowanych elementéw.

Uklad czujniké6w sklada sie z dwéch itlen;
tycznych, sprzezonych ze soba czujnikéw po-
miarowego 2 i wzorcowego 3. Kazdy czujnik
sklada sie z dwoch odpowiednio sprzezonych
magnetycznie cewek, pierwotnej i wtoérnej.
Uzwojenia plerwotne czujnikéw polgczone s3
szeregowo ¥ zasilone z gemeratora 1. Uzwojenia
wtérne polgczone sg przeciwsobnie. Do czuj-
nika wzorcowego 3 wklada sie na stale element
nie wykazujacy peknieé, zbadany inng metoda,
natomiast przez czujnik pomiarowy 2 sg prze-
mieszczone elementy badane. Jezeli przez
czujnik pomiarowy 2 przesuwa sie element
o tych samych parametrach elektrycznych,
magnetycznych, mechanicznych i technologicz-
nych, to na zaciskach uzwojen wtérnych na-
plecie w odpowiedniej chwili zanika. Jezeli
przesuwa si¢ element o tych samych para-
metrach, lecz posiadajacy pekniecia, to napigcie
na zaciskach uzwojen wtérnych nie zanika.
Nie zanika takze pomimo braku peknigcia,
jezeli kontrolowany element nie posiada tych
samych parametréw co wzorcowy.

Mozna jednak, jak to zostalo zastosowane
w defektoskopie wedtug wynalazku, tak do-
braé wymiary cewek, liczbe zwojéow, odlegtosci
miedzy uzwojeniami (rozproszenia strumienia
magnetycznego), wielko§é napiecia zasilajacego
i jego czestotliwo$é, ze czujniki reagowaé be-
da jedynie na peknigeia.

Régnice napieé uzyskang na stronie wtérnej
ukladu czujniké6w przyklada sie do wzmacnia-
cza pradu zmiennego na lampach D i E, ktory
wzmacnia przyloZone napiecie. Wzmacniacz ten
posiada dwa stopnie wzmocnienia — napigcio-
wy i mocy. Na wyjéciu wzmacniacza znajduje
sie uklad przeksztalcajacy wzmocnione napigcie
zZmienne na napiecie stale.

Napiecie wyprostowane przylozone jest na
siatke lampy F powodujac jej zablokowanie.
Lampa ta stanowi z chwilg odblokowania opér
rozladowujacy kondensator I. Gdy na wejsciu
wzmacniacza napiecie zanika, wéwezas konden-
sator I zostaje rozladowany w bardzo krétkim
czasie. Czas ten odpowiada czasowi przelotu
elementu badanego przez odcinek pomiarowy
czujnika 2. Czas ponownego naladowania kon-
densatora I do pelnego napigcia jest znacznie

dluzszy od czasu rozladowania i wiekszy
takze od czasu zadzialania przekaznika 8.
Zmiany napiecia na kondensatorze I podawane
sg na siatke sterujacag lampy G, w anodzie
ktoérej znajduje sie przekazZnik 8. Przekaznik
ten jest przekaznikiem spolaryzowanym. Jedno
jego uzwojenie =zasilane jest pradem stalym
o odpowiedniej warto§ci, a drugie pradem
*ancdowym lampy G. Z chwilg pojawienia sie
impulsu na siatce sterujacej lampy G przekaz-
nik 8 zamyka obwdéd cewki przekaznika 9.
Z cffwi.la zadzialania przekaZnika 9, zamykaja
sie styki 9b, ktoére przedluzaja czas dzialania
tego przekaznika. Réwnoczeénie zostaja wila-
czone styki 9a podajgce napiecie na konden-
sator K i styki 9c zamykajace obwdd elektro-
magnesu 7. Elektromagnes 7 otwiera klape 4
w rynience 5, po ktérej przesuwa sie badany
element. Klapa 4 zostaje otwarta tak diugo, jak
diugo nie zjawi sie w jej otworze dobry ele-
menty badany, ktéry jednocze$nie otwiera sty-
ki 6 rozlgczajac obwéd cewki przekaznika 9.
Wiaczanie ukladu zapewniaja wiaczniki — wy-
taczniki 11, 12.

Zasade dzialania ukladu zabezpieczajgcego
od wadliwego sortowania oparto na meto-
dach uzywanych w statyce. Badania wykazaty,
ze jest niemozliwe podanie na czujnik po-
miarowy 2 kolejno kilku elementéw peknigtych,
co byloby jedynag przyczyng uruchomienia ukla-
du zabezpieczajgcego od wadliwego sortowa-
nia w przypadku, gdy wszystkie czlony urza-
dzenia dziatajg prawidiowo. Poniewaz konden-
sator K dotadowywany jest tylko wowczas, gdy
przelatuja elementy nie pekniete, lampa H
jest caly czas zablokowana i wlgczone sa styki
10a. Styki te zamykajag obwdéd stycznika 13,
podajacego napiecie na silnik M napedzajacy
podajnik elementéw. Z chwila, gdy ktérykol-
wiek z czlonéw urzadzenia zacznie dzialaé
wadliwie, na kondensator K nie zostanie po-
dane napiecie. Kondensator ten rozladuje sie
po Scisle okre§lonym czasie poprzez odpowiedni
opér. W ten spos6éb lampa H zostaje odbloko-
wana i styki 10a zostaja rozwarte, za§ podajnik
zostaje wylaczony.

Uklady zasilajace stuzg do zasilania pod-
zespoléw pradem o odpowiednim napigciu.

Uklady pomiarowo-kontrolne skladajg sie
z ftrzech przyrzadéw, z ktérych przyrzad 14
stuzy do ustawienia odpowiedniej wartoSci pra-
du przekaznika 8, przyrzad 15 do kontroli na-
piecia na wyjSciu generatora 1, a przyrzad 16
do kontroli czestotliwoéci generatora 1.
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Zastrzezenia patentowe

1. Defektoskop do wykrywania peknieé w ele-

mentach metalowych i automatycznego ich
sortowania wyposazony w generator drgan
sinusoidalnych czestotliwo$ci akustycznych,
znamienny tym, Ze konce uzwojenia ukltadu
czujniké6w przylaczone sa do wejscia
wzmacniacza pragdu zmiennego na lampach
(D, E), na wyjSciu ktérego znajduje sie
uklad prostowniczy (15) podajacy napiecie
wyprostowane do ukladu z lampa (F), po-
szerzajacego impuls i przekazujacego ten
poszerzony impuls do wzmacniacza mocy
z lampa (G), w ktérego obwodzie anodo-
wym znajduje sie przekainik zamykajacy

obwéd cewki przekaZnika (9), ktéry z kolei
uruchamia elektromagnes (7), klapki (4) ry-
nienki (5) prowadzacej element i polaczony
jest z lampg (H), ukladu zabezpieczajacego
przed wadliwym sortowaniem.

. Defektoskop wediug zastrz. 1, znamienny

tym, ze ukiad czujnikéw obejmuje jeden
czujnik wzorcowy (3), drugi pomiarowy (2),
przy czym uzwojenia wtérne obu czujnikow
potaczone sa przeciwsobnie,

Zaktady AparaturyOchrony Roélin

im. Gen. K. Swierczewskiego
Zastepca: dr Bronistaw Pilawski
rzecznik patentowy
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